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4.放射光測定にあたっての実施体制
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5.サンプルと測定方法
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サンプル各種と分析方法一覧

サンプル

No.
構造 材料 酸素量

あいちSR

XAFS 屈折率 吸収係数

1 単層 LaTiO 91.9 済 済 2.122 0.466 

単層 LaTiO 88.85 済 済 2.088 0.423 

単層 LaTiO 100.9 済 済 2.031 0.341 

4 ２層
MgF2 90.243

通常 済 済
LaTiO 122.756 2.062 0.304 

膜厚
分光エリプソ

HAXPES

少

2 通常

3 多

(nm)
(He) (約２ ) @510nm @250nmnm

(La-Ti-O) (La-Ti-O)



利用したビームライン

5.サンプルと測定方法
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ガラス
サンプル
取り付け

5.サンプルと測定方法（XAFS）
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5.サンプルと測定方法（XAFS）



6.サンプルと測定方法（HAXPES）
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5.サンプルと測定方法
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5.サンプルと測定方法
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6. 放射光分析
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TiやLaの周辺構造(価数や配位)は顕著に異なっていないことがわかった。

Sample 1, 2, 3A-1の比較

XAFS測定｜TiおよびLaの化学状態 （酸素導入量による違い）



6. 放射光分析
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HAXPES測定｜TiおよびLaの化学状態 （酸素導入量による違い）

Sample 1, 2, 3A-1の比較

Ti の化学状態 La の化学状態



6. 放射光分析
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TiやLaの周辺構造(価数や配位)は顕著に異なっていないことがわかった。

Sample 3A-1, 4の比較

XAFS測定｜Tiおよ34びLaの化学状態（表面保護層の影響）
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7.放射光測定後の追加ラボ分析

XRR測定｜La-Ti-O薄膜の膜密度 （酸素導入量による違い）

No.3 酸素量：多No.2 酸素量：通常No.1 酸素量：少

総膜厚

平均密度

⇒ ＜ ＜

⇒ ＜ ＜

No.2 No.1 No.3
(酸素量：通常) (酸素量：少) (酸素量：多)

No.3 No.2 No.1
(酸素量：多) (酸素量：通常) (酸素量：少)

試料名 膜種 総膜厚 平均密度

No.1 LaTiO 92.02 5.44

No.2 LaTiO 86.06 5.22

No.3 LaTiO 99.88 5.03

(nm) (g/cm )3
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7.放射光測定後の追加ラボ分析

TEM測定｜La-Ti-O薄膜の膜構造 （酸素導入量による違い）

画
像
処
理
後

T
E
M
像

高輝度部の面積分率：9 ％

No.2 酸素量：通常 密度：5.22g/㎤

基材

高輝度部の面積分率：15 ％

No.3 酸素量：多 密度：5.03g/㎤

基材

高輝度部の面積分率：5 ％

No.1 酸素量：少 密度：5.44g/㎤

基材

・高輝度のスジ状形態(低密度域と推察)の面積分率はNo.1<No.3<No.2であり、酸素量に比例することが確認された。



ま と め
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• 放射光の使用によって、ラボ機で見られたような差
異は見られなかった。

• ラボ機での測定時は、表面クリーニング（Arイオン照
射）の影響によって差異が生じていたと思われる。

• 追加ラボ測定では、TEMによって膜密度に差異があ
ることが分かった。
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